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超高速時間分解電子線回折法では、光励起によって生じる原子・分子の運動をサブピコ秒の時

間スケールで観測する。約 100 フェムト秒の光パルスで試料を光励起し、サブピコ秒の電子線パ

ルスで回折像を取得するため、電子線のパルス幅によって、システムの時間分解能が決まること

となる。そのため、電子線のパルス幅を正確に測定することは、超高速時間分解電子線回折装置

の性能を評価する上で非常に重要である。 

電子線のパルス幅を計測する手法の一つにテラヘルツストリーキング法がある[1]。この手法で

は、共振器にテラヘルツ波を入射し、共振器内に電場を発生させる。ここに電子線パルスを入射

することで、発生した電場により電子線に偏向を与え軌道を曲げることができる。この電子線の

偏向角度から、電子線のパルス幅を評価することが可能である。現在開発されているほとんどの

超高速時間分解電子線回折装置ではテラヘルツ波が真空内の共振器と相互作用するように最適設

計されているわけではない。すなわち、後からテラヘルツ波発生・集光系を作製するため、テラ

ヘルツ波用の集光レンズを共振器の近づけることができず、集光径が大きくなる、あるいは電子

線源や電磁石などによりテラヘル

ツ波の一部が遮蔽される、といった

問題が発生する。そこで、テラヘル

ツストリーキング法にどの程度の

テラヘルツ波強度が必要なのかを

推定することは重要となる。我々は

パルス面傾斜法によりテラヘルツ

波を発生し[2]、電子線のパルス幅を

計測可能なテラヘルツ波強度の下

限値の検討を行った（Fig. 1）。 
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Fig. 1 Experimental setup 


